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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 1: General requirements

EOREWORD

pmprising

promote
tf}elds. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
bs closely

2) brnational
from all
3) National
nt of IEC
r for any
4) ittees undertake to apply IEC Publications
nal and regional publications. Any djvergence
or regional publication shall be clearly indicated in
5) corformity. Independent certification bodies provide gonformity
8SS t IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
6) gt edition of this publication
7) directprs, employees, servants or agents including individual experts and
mem a EC National Committees for any personal injury, property damage or
soever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expen of\the “publigation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig
8) Attent ative references cited in this publication. Use of the referenced publigations is
indisp application of this publication.
9) Attent to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the jubject of
paten{ rightsZIEC s not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61326-1 has been prepared by subcommittee 65A: System

aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical

revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/456/FDIS 65A/464/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61326-1 consists of the following parts, under the general title Electrical equipment for
measurement, control and laboratory use — EMC requirements:

Part 1: General requirements — (Annexes A and B of IEC 61326: 2002 are integrated in
the main body of IEC 61326-1)

Part 2-1: Sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications
(Annex D of IEC 61326: 2002)

Part 2-2: Portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage
distribution systems (Annex E of IEC 61326:2002)

Part 2-3: Transducers with integrated or remote signal conditioning
IEC 61326: 2002)

Part 2-4:  Insulation monitoring devices according to IEC 6155%
insulation fault location according to IEC 61557-9 (ne

includes. Annex F of

>ent for

Part 2-§: Test configurations, operational conditions and ¥ na iterra for field
devices with interfaces according to communjcation\ prefi i pfile 3/2
(new)

Part 2-§:  In vitro diagnostic (IVD) medical equipm

Part 3-1:  Immunity requirements for equipme n safety
related functions (functionz ications
(The matter of functional § ted into
IEC 61326-3-1).

The con ed until

the mai c.ch" in

the dats

* reconfirmed;

* withflrawn;

* replaced by

*+ amepded.

The cor uded in

this coply.
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INTRODUCTION

Instruments and equipment within the scope of this standard may often be geographically
widespread and may have to operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment,
installed nearby, is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are
more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee
on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the equipment has to function without undue degradatlon in a typical

electromacg S s standard have
been ¢ osen under thls assumptlon SpeC|aI rlsks r direct
lightning adiation_ in close
proximit

Comple if design
and ing special
requirern

This pa e to all
equipm will be
supple articular
part within IEC 61326-2. These sk 51326-1

requirements.
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professional, industrial-process,
equipment and computing devices for

intende

Comput]
Techno
in syste
for the i

This prd Nak dence over generic standards.
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a) Eled
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 1: General requirements

Scope

meajsurement and test;

control;

laboratory use;

accgssories intended for use with the above

This| is equi l\ which controls one or more output quantities to specific valu
each value determined by manual settings, by local or remote programming, or by

ent within the scope of Infd
ble ITE EMC standards can

electrical means measures, indicates or records one
gquantities, also non-measuring equipment such asg

rmation
be used
suitable

or more
signal

es, with
one or

¢ input variables. This includes Industrial Process Measurement and Control

(IPMC)

equipment, which consists of devices such as:

process controllers and regulators;

programmable controllers;

power supply units for equipment and systems (centralized or dedicated);
analogue/digital indicators and recorders;

process instrumentation;

transducers, positioners, intelligent actuators, etc.
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c) Electrical laboratory equipment

This is equipment which measures, indicates monitors or analyses substances, or is used
to prepare materials, and includes In Vitro Diagnostic (IVD) equipment. This equipment
may also be used in areas other than laboratories, for example self-test IVD equipment

may

This sta

be used in the home.

ndard is applicable to

— equipment for use in residential, commercial and light-industrial environments, according
to IEC 61000-6-1;

— equipment for use in industrial locations;

- equi

ment for use in laboratories or test and measurement areas—with a cq

ntrolled

elec

— portable test and measurement equipment.

2 Noi

The foll

For datgd references, only the edition cited applies. Edr undated¢eferences; the lates

of the rd

IEC 600
magnet

IEC 610
harmon

IEC 610
voltage
equipmg

IEC 610
voltage
Equipm

IEC 610
harmon
current

IEC 610

romagnetic environment;

mative references

pwing referenced documents are indispensable fo e isati this do

50-161, International Electrg j ~ Chapter 161:

00-3-11:2000, Elec ghetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits — Limi

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and m

cument.
[ edition

Electro-

mits for

ems, for
n

c compatibility
{C) — Part 3-2: Limits — Lij
00-3-3:2002, § (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of
changes, voltage flus QNS feker’ in public low-voltage supply syste
bnt with r rhase and not subject to conditional connectig
Y

ation of
stems -

mits for
th input

easure-

ment te

chniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measure-
ment techniques — Electrical fast transient/burst immunity test
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IEC 61000-4-5:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measure-
ment techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measure-
ment techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measure-
ment techniques — Power frequency magnetic field immunity test
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measure-

ment te

IEC 610
Immunit

CISPR
Electron

3 Tern

For the
as the f

Other definitions, not included in

necesssa
the IEC

3.1

conform
[IEV 15

type test
ity test oR
-16-16]

3.2
port

any parti

environ
Equipm

NOTE I/

/I’llliL[UUO - ‘VIUI'tdyb' U'I.VD, Ol’lUIt I'lll‘b'lluptl'ull\) clllu’ vu/tayt—; valiafiuuo m ll'ty tb‘
00-6-1:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6a0x Ge e
y for residential, commercial and light-industrial environmerits

11:2003, Industrial, scientific and medical (ISM,
hagnetic disturbance characteristics — Limits and

ms and definitions

purposes of this document, the
bllowing apply.

61000 series.

cope of this part of IEC 61326 (see Figure 1 for an exa

5ts

dards —

ipiment  —

as well

rtheless
tions of

pecific device or system with the external electronﬁgnetic

ple of

Enclosure port

AC power port Functional earth port
EUT
DC power port 1/0 port

IEC 1119/98

Figure 1 — Examples of ports
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enclosure port
physical boundary of equipment through which electromagnetic fields may radiate or impinge

3.4

class A equipment
equipment suitable for use in all establishments other than domestic and those directly
connected to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for domestic
purposes

[CISPR

3.5

class B|equipment
equipment suitable for use in domestic establishments and i

connec
purpose

[CISPR

3.6

long-distance lines

lines wi
of outdd

3.7

industr
location
medium|

- freq
— high
— pres

3.8

laborat
area th
operate

3.9
control
environ

11, 4.2]

d to a low-voltage power supply network which supplies bt
s

11, 4.2]
hin a building which are longer than 30

or installations)

al locations

current
ence of Indus

netic environment

directly
estic

ng lines

high- or
acturing

hines)

ment is

ent’ usually characterized by recognition and control of EMC threats by user

s of the

equipment or aesign of the Installation

3.10

functional earthing
earthing a point or points in a system or in an installation or in equipment, for purposes other
than electrical safety

[IEV 195-01-13, modified]

NOTE T

he EUT port used for functional earthing is called functional earth port.
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4 General

Equipment and systems within the scope of this standard can be subjected to various kinds of
electromagnetic disturbances, conducted by power, measurement or control lines, or radiated
from the environment. The types and levels of disturbances depend on the particular
conditions in which the systems, subsystems or equipment are installed and operate.

Equipment such as generators, analysers or frequency meters shall fulfil the requirements
under the conditions defined by the manufacturer (that is without a test object connected, or
connecting a 50 Q termination to the output of a signal generator).

The mapufacturer shall give information that emissions, which exceed
this stapdard, may occur when equipment is connected to a test objec

levels required by

Equipment and individual devices of a system within the scope of this st go be a
source ¢f electromagnetic disturbances over a wide frequency range ! ces may
be conducted through power and signal lines, or be direg i fect the
performpnce of other equipment, or influence the external eti ironment.

For emljissions, the objective of these requireme ts rbances
generatp a level
which g imits are
considefed in 7.2

To com d here.
NOTE 1 S example,
when relipble operation of the eqbipmer senti Y i is i or use in
harsher electromagnetic enviro g

NOTE 2 | This standard dges i asi ic shock,
unsafe operation, insulatio inati or safety
requiremgnts.

NOTE 3 |The emis erence to
radio and n 30 m to
the receiyi mmercial
applicatio

NOTE 4 proximity,
additiona emission
further bg

NOTE 5 he testing
sequencei

5 EMC.test plan

5.1 General

An EMC test plan shall be established prior to testing. It shall contain, as a minimum, the
elements given in 5.2 to 5.5.

It may be determined from consideration of the electrical characteristics and usage of a
particular apparatus that some tests are inappropriate and therefore unnecessary. In such
cases, the decision not to test shall be recorded in the EMC test plan.
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5.2 Configuration of EUT during testing
5.2.1 General

Measurement, control and laboratory equipment often consists of systems with no fixed
configuration. The kind, number and installation of different subassemblies within the equip-
ment may vary from system to system. Thus it is reasonable, and also recommended, not to
test every possible arrangement.

To realistically simulate EMC conditions (related both to emission and immunity), the
equipment assembly shall represent a typical installation as specified by the manufacturer.
Such tests shall be carried out as type tests under normal conditions as specified by the
manufacturer.

5.2.2 Composition of EUT

All devi ?hall be
documelnted. If relevant, the software version shall be documen{ed.

5.2.3

If an EU hde with
one or 1 e tested
at least

5.2.4

Where fhere are multiple I/O ports, which b to just
one of t s would
not affe

If not trostatic
discharges shall rot ke iex i (but to
connectied conn ' ing_ the

5.2.5 ili

When 4 type of
device can be
simulatg

5.2.6 ing-and earthing (grounding)

The caples, and eafth (ground) shall be connected to the EUT in accordance With the
manufacturer's cpar\ifir‘afinne_ There-shall be no additional earth connections-

5.3 Operation conditions of EUT during testing
5.3.1 Operation modes

A selection of representative operation modes shall be made, taking into account that not all
functions, but only the most typical functions of the electronic equipment can be tested. The
estimated worst-case operating modes for normal application shall be selected.
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5.3.2 Environmental conditions
The tests shall be carried out within the manufacturer’s specified environmental operating

range (for example, ambient temperature, humidity, atmospheric pressure), and within the
rated ranges of supply voltage and frequency.

5.3.3 EUT software during test

The software used for simulating the different modes of operation shall be documented. This
software shall represent the estimated worst-case operating mode for normal application.

5.4 Specification of performance criteria

For immunity tests, performance criteria for each operating mode and téest shall s;l)ecified;
where possible, as quantitative values.

5.5 Tlest description

Each teflst to be applied shall be specified in the EMC tesy/plan.\I he.description” of the tests,
the test : e basic
standar ractical
implemgntation of the tests is given in this standard. not be
reprodu = 9 ation in
detail.

NOTE N C 61326,
but only t

6 Imn

6.1 G

The cor the test
report.

Tests s r 3, as
applical

The te shall be
carried le shall
be documented

6.2 |

The basic immunity testing requirements are given in Table 1.

Particular immunity requirements for equipment intended for use in industrial locations are
given in Table 2.

Particular immunity requirements for equipment intended for use in laboratories or test and
measurement areas with a controlled electromagnetic environment are given in Table 3.
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Table 1 — Basic immunity test requirements

Basic Perform-
Port Phenomenon Test value ance
standard e
criteria

Enclosure Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 4 kV/4 kV contact/air B

EM field IEC 61000-4-3 3 V/m (80 MHz to 1 GHz)

3 V/m (1,4 GHz to 2 GHz) A
1 V/m (2,0 GHz to 2,7 GHz)
. 0 % during half cycle
AC power Voltage dip IEC 61000-4-11 0 % during 1 cycl g
. €)

(including plrotective 70 % during 25/80™" cycigs C
earth)

Short interruptions IEC 61000-4-11 C

Burst IEC 61000-4-4 B

Surge IEC 6100045 B

Conducted RF /Q\V (M0 kHz to 80 MHz) A
DC powerd) Burst NAV 0 ns, 5 kHz) B
(including pfrotective | Surge 5'kVa)/1 kvb) B
earth)

Conducted RF (‘ 3V (150 kHz to 80 MHz) A
1/0 signal/cpntrol Burst \1@61000 4 -4 0,5 kVd)(5/50 ns, 5 kHz) B
(including lines
connected fo Surge C 61000-4-5 1 kVb). ¢) B
functional earth
port) ﬁb:{iu ed RF }C 61000-4-6 3 Vd) (150 kHz to 80 MHz) A
1/0 signal/cpntrol M \> IEC 61000-4-4 1 kV(5/50 ns, 5 kHz) B
connected directly
to mains supply urge IEC 61000-4-5 0,5 kVa)/1 kvb) B

Condusted RF IEC 61000-4-6 3V (150 kHz to 80 MHz) A

Line to |i
Line to
¢) Onlyin
d) Only in

e) 25/30 cyeles”’ means "25Cycles for 50 Hz test" and "30 cycles for 60 Hz test.

ce lines (see 3.6).
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in industrial locations
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Port Phenomenon Basic standard Test value Perform-
ance
criteria
Enclosure Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 4 kV/8 kV contact/air B
EM field IEC 61000-4-3 10 V/m (80 MHz to 1 GHz) A
3 V/m (1,4 GHz to 2 GHz)
1 V/m (2,0 GHz to 2,7 GHz)
Rated power frequency IEC 61000-4-8 30 A/m® A
magnetic field .
AC power Voltage dip IEC 61000-4-11 0 % during 1 B
40 % durin C
f C
Short interruptions IEC 61000-4-11 C
Burst IEC 61000-4-4 < B
Surge IEC 61000-4- B
Conducted RF IEC 61000, 4-6/\ A
DC power® Burst \Q}} B
Surge B
Conducted RF 3 V(150 kHz to 80 MHz) A
I/0 signal/ fontrol | Burst 1 kV (5/50 ns, 5 kHz)? B
(including functional S 1 kyP> © B
earth lines urge
Conducted‘RF (\ 3 v (150 kHz to 80 MHz) A
1/0 signal/ pontrol Burst | 61000-4-4 2 kV (5/50 ns, 5 kHz) B
connected firectly a) b)
to power sipply e | 61000-4-5 1 kV¥/2 kV B
network opdusted RF EC 61000-4-6 3 V7 (150 kHz to 80 MHz) A
a) Line to [ine. \0
b) Line to ground.
¢ Onlyin liney (see 3.6).
4 Onlyin
e) Only to equipment. CRT display interference is allowed above 1 A/m.
) The tes e congducted RF test is lower than the level for the EM field test because the conducted RF test
simulatg condition at each frequency and is thus a more severe test.
9) DC conhectiors-betweenparts-of-equipmentisystermwhich-are-not-connected-to—ad-e—distributionretwerk are

h)

treated as 1/O signal/control ports.

25/30 cycles" means "25 cycles for 50 Hz test" and "30 cycles for 60 Hz test.
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Table 3 — Immunity test requirements for equipment used
in controlled EM environments

Port Phenomenon Basic standard Test value Perfor
mance
criteria

Enclosure Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2 4 kV/8 kV contact/air B
EM field IEC 61000-4-3 1 V/m (80 MHz to 1 GHz) A
1 V/m (1,4 GHz to 2 GHz)
1V/m (2,0 GHz to 2,7 GHz
AC power Voltage dip IEC 61000-4-11 0% during half cycle B
Burst IEC 61000-4-4 1KV (5/50 ns 5 KHZ) B
Surge IEC 61000-4-5 0,5 kV¥/1 k2 B
Conducted RF IEC 61000-4-6 1V ( 150/k'kk o 80 A
DC power®} ¢ Burst IEC 61000-4-4 B
Surge IEC 61000-4-5 -
Conducted RF IEC 61000-4-6 (
1/0 signal/ fontrol Burst B
(including
functional darth Surge
wire) Conducted RF VNI50 kMz to 80 MHz) A
Measuremgnt 1/0 | Burst \)9) -
Surge Not/required -
Conducted RF X -
a) Line to ljne.
b) Line to ground.
¢ Only in {he case of lines >
4 DC conf rk are
treated
¢) The ratd
The ma esigned
to oper]a such as
mobile
NOTE In and service Iaboratorles have controlled EM environments, and pensonnel in
these ar¢g quipment
which re ectiony by such apparatus as Unlnterruptlble Power Supplies (UPS), filters, |or surge

suppressg¢rs/Hence, t

st values shown in Table 3 are relaxed from those in Table 1.
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6.3 Random aspects

The performance criterion shall be observable during the test and shall not be a random
phenomenon. The duration of the test and number of tests shall be sufficient to test each
function of the EUT as specified in the EMC test plan. Special care shall be given to ensure
that this is covered with automatic (processor) controlled EUTs.

NOTE For instance, in the case of electrostatic discharge testing of a digital device, the EUT should be exposed
to at least 10 discharges at each polarity, test point and test level to exclude random effects. In case of burst
testing, it may be advisable to extend the testing time to more than 1 min.

6.4 Performance criteria

are the following.

The ge||1eral principles (performance criteria) for the evaluation of the munw results

6.4.1 Performance criterion A

During festing, normal performance within the specification |j
Examplég 1

If electrpnic equipment is required to work with without

any apparent degradation from the manpufactur

6.4.2 Performance criterion B

During festing, temporary degradatio is self-

recovering.

Examplég 1

A data |transfer j
malfuncftioning, @
automatically. Th

Example 2

arity check or by other means. In the |case of
ing strike, the data transfer will be rppeated
ate at this time is acceptable.

During festi ion value may deviate. After the test, the deviation vgnishes.

Exampl

In the g

degradgtion takes ptace for a short time, such as flashes during the burst application.

6.4.3 Performance criterion C

During testing, temporary degradation, or loss of function or performance which requires
operator intervention or system reset occurs.

Example 1

In the case of an interruption in the mains longer than the specified buffer time, the power
supply unit of the equipment is switched off. The switch-on may be automatic or carried out by
the operator.
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Example 2

After a programme interruption caused by a disturbance, the processor functions of the equip-
ment stops at a defined position and is not left in a "crashed state". The operator's decision

prompts may be necessary.

Example 3

The test results in an opening of an over-current protection device that is replaced or reset by

the operator.

7 Emijssion requirements

7.1 (Qonditions during measurements

The measurements shall be made in the operating mode in
plan (sge Clause 5).

MC test

The degcription of the tests, the test methods, and the-tes in the rgference
standarfls as stated in 7.2. The contents of the refe > ot reproduced here;
howevef, modifications or additional information e prastical implementation of
application of the tests may be given in the diffe ' € 61326 series.

7.2 BEmission limits

For Clgss B equipment, the limits, astiineg athods and the provisions given in
CISPR 11, IEC 61000-3-2 ) 1000-3-3 (or IEC 61000-3-11) apply.
For Clgss A equipment m ring>methods and the provisions given in
CISPR [11 apply. Equi and chojce of respective limits shall be determined

after taking into acco frohmen

use.

The equipment sha
group anhd class

For equjpm

The tes} results s
provide [foritest repeatability.

e documented in a comprehensive test report with sufficient

and emission requirement in the areas of

plicable

Hetail to

The test report shall contain the following minimum information:

— EUT description;
— EMC test plan;
— test data and results;

— test equipment and set-up.

9 Instructions for use

If required in some part of the IEC 61326 series, relevant instructions for use may be included

in the user documentation.
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Annex A
(normative)

Immunity test requirements for
portable test and measurement equipment

Equipment covered within this Annex is portable and measurement equipment that is powered
by battery or from the circuit being measured. Equipment that can be operated while charging
is excluded from this Annex.

The badic immunity testing requirements are given in Table A.1. The per iteria are
identical to those of Table 1 ports.

NOTE 1 [Test and measurement instruments within the scope of this Anng&™s i i range of
locations,| but by personnel capable of interpreting the results obtained. If [ e cted to a

mains supply, it is only by their test or measurement leads and only fo s . Hence, the

requiremgnts of Table A.1 have been reduced in relation to Table 1.

NOTE 2 |If r.f. transmitters are used in close proximity, they

e of this

standard.
Table A.1 — Immunity.test requi
and measurement
Pprt Phenomenon A Ba\s'qz stM Test value
Enclosufe r

Electrostatic discharge (ESD) Q | W-z 4 KV/8 KV contact/af

3 V/m (80 MHz to 1|GHz)
EM field IEGN&1000-4-3 3 V/m (1,4 GHz to 2 GHz)

1V/m (2,0 GHz to 2,7
GHz)

There dre no furthe

within the scope

nts for the mains chargers used by the products
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation

comp
pour
domai
intern
public|
comité

égale
selon
2) Lesd
du pop
intére
3) Les P|
comm

s'assU
de I'é

4) Dans
mesu

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propnete et de ne pas avoir S|gnale Ieur existence.

a ses administrateurs, employés, auxi

nalisation

.|La CEIl a

dans les
s>Normes
sibles au
iée a des

iciper. Les

participent
on (1SO),

a mesure
de la CEI

t agréées
ue la CEI
ponsable

blications
blications

pendants

grques de

smes de

tion.

iaires ou

§ Comités

out autre
b les frais
,EI ou de

blications

vent faire

gnue pour

La Norme internationale CEl 61326-1 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects systémes,
du comité d’études 65 de la CEl: Mesure et commande dans les processus industriels.

La série CEIl 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

65A/456/FDIS

65A/464/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de
mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives & la CEM:

Partie1: Exigences générales (les Annexes A et B de la CEIl 61326:2002 sont intégrées
dans le texte de la CEl 61326-1)
Partie 2-1: Exigences particuliéeres — Configurations d’essai, conditions fonctionnelles et

criteres de performance pour essai de sensibilité et équipement de mesures
pour les application non protégées de la CEM (Annexe D de la CEl
61326:2002)

Partie 2F2 nnement
bsure et
tension

Partie 2 nement
nement
:2002)

Partie 2 nement

‘isolation
tion de

Partie 2}5: S nement

et critéres d’aptitude a 12 vec des
interfaces en accord bfils de
communication (nouvea

Partie 216: Exigences e édical de diagnostic in vitrp (IVD)

(nouveau)
Partie 3f1: i 5. d’im ité ériels effectuant ou prévus pour exécuter
avecNa sécurité (sécurité fonctionnelle) — Applications
cofitenu du Tableau 2 de la CEl 61326:2002 est

Le com cette publication ne sera pas modifié avant la|date de

mainte eb de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les

donnée recherchée. A cette date, la publication sera

* reco

*  supgri

* rem

* ame

Le contenu des corrigenda de février 2008 et février 2010 a été pris en considération dans cet
exemplaire.
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INTRODUCTION

Les instruments et équipements entrant dans le domaine d’application de cette norme
peuvent souvent étre trés dispersés géographiquement et doivent fonctionner dans une large
plage de conditions environnementales.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé a proximité, soit soumis a l'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial
des Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Toutefojs—le—matériel est nppnlé afonctionner sans dégrnrlnfinn excessive dans-un-environ-
nement|électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité indiqu la~présente
norme gnt été choisies a partir de cette hypothése. Les risques particqliers, ¢xemple
a des dqoups de foudre proches ou directs, a I'ouverture d'un cirgdi : nement
électromagnétique exceptionnellement élevé dans t pas
couvertsg.

Les sydqtémes électriques et/ou électroniques complexe de leur
concepfion et de leur installation une planification de Environ-
nement|électromagnétique, les prescriptions particulj

Cette partie de la CEIl 61326 spécifie lg i ‘ i M qui sont générplement
applicalhles a tout équipement entran i ph€ation. Pour certains types
d’équip¢ment, ces exigences seront aug & odifiées par les exigences particuliéres
d’une ol plusieurs des parties de la CE S Qnvient de lire celles-ci en conjonction
avec leg exigences de la CEl 61326-1.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d’application
La présen énon j i = e, et aux
ctriques

fonctio natif ou
1 500 V]en courant continu ou a partir du circuit mesuré, prévus po sionnel,
pour lep processus industriels et pour l'enseignement, compren : et les
disposit|fs informatiques pour:
— la mesure et les essais;
— la cogmmande;
— les Ipboratoires;
- les Iccessoires prévus pour étre utilisés da

matg¢riel de manipulation échantillghs
dans un usage en milieu industriel ou no

Les dispositifs informatiques et les m

des appareils de traitement de l'infor

péndant aux normes de CEM |des ATI

peuven{ étre utilisés dang les\systé ans e domaine d’application de la grésente
partie de la CEI 61326, 5 i Al ai nement
électron ot :

Les nor

Mategriels électriques de commande

ues.

lusieurs
ont pas
lions et

Matériels servant a commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune
de ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation
locale ou a distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend
les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que:

— les régulateurs et contrdleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systémes (centralisés ou spécialisés);

— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;

— les instruments de processus;

— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.
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c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contréler ou d'analyser des substances,
ou servant a préparer diverses matiéres et incluent les équipements de diagnostic in vitro
(IVD). Ces matériels peuvent étre aussi utilisés dans des emplacements autres que des
laboratoires, par exemple des équipements IVD d’auto-diagnostics pouvant étre utilisés a

domicile.
Cette norme s’applique aux:

— matériels pour une utilisation privée, commerciale ou dans un environnement industriel

Iéger, en accord avec la CEIl 61000-6-1;
— matériels utilisés sur les sites industriels;

— matériels—utilisés—dans—les—laboratoires—ou—dan
He+s—UHHHS8—a3RS—8S— a3 FatoHes——-o cah

[<2]

sure en

1
environnement électromagnétique contrdlé;

— materiels d’essai et de mesure portatifs.
2 Références normatives

Les dotuments de référence suivants sont indispensa

documelnt. Pour les références datées, seule I'éditio ite
non datges, la derniere édition du document de réfé
amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Electtotes
Compatybilité électromagnétique

CEI 61000-3-2:2000, Compatibilité éle
pour le$ émissions de cowmxant ha
phase)

CEI 61000-3-3:2002,
des varjations
publics d'alimen
phase €t non soumis

CEl 610
tion de
réseaux
et soumn

CEI 610 2004 N\Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-12: Limites —
rmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux

pour les Courants

electromagnétique (CEM) — Partie 3-11: Limites
des fluctuations de tension et du papillotement d

présent
erences
entuels

161:

D

Limites
6 A par

mitation
réeseaux

16 A par

Limita-
ans les
<=75A

Limites
publics

basse tension ayant un courant appelé >16 A et <=75 A par phase

CEI 61000-4-2:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai

et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences

radioélectriques

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai

et de mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai

et de mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc
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CEI 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai
et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993,Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau
Amendment 1 (2000)

CEI 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques
d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations
de tension

CEIl 610 ériques

— Immu

CISPR [11:2003, Appareils industriels, scientifiques et médic 5 b radio-

électrique — Caractéristiques de perturbations électromagnétiq sthpdes de

mesure

3 Tenmes et définitions

Pour le$ besoins du présent documen 60050-

161 s'appliquent ainsi que les définitigns

D'autreg définitions, qui ne se trouven dan 60050-161 ni dans la présente norme
es dans

mais quli sont néanmoins nécessaires @ l'applicat
les publjcations de base dera série CE 61

3.1

essai d

essai d rs échantillons représentatifs d’une prgduction
(IEV 15

3.2

acces

interface positif ou du systéme spécifique avec I'environnement
électrom a{/entrant dans le domaine d’application de la CEl 61326 (voir a
la figurd atériel en essai (EST))

NOTE L E/S sont des’accés d'entrée, de sortie ou bidirectionnels, de mesure, de commande ou de dpnnées.

Accés par I'enveloppe

Acceés par l'alimentation c.a. Accés par la borne de terre

EST
Acceés par l'alimentation c.c Acceés E/S

IEC 1119/98

Figure 1 — Exemples d'accés
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3.3

acceés par l'enveloppe

frontiere physique d'un matériel a travers laquelle les champs électromagnétiques peuvent
rayonner ou sur laquelle ils peuvent venir buter

3.4

appareils de classe A

appareils prévus pour étre utilisés dans tous les établissements autres que les locaux domes-
tiques et autres que ceux qui sont connectés directement a un réseau de distribution
d’électricité a basse tension alimentant des batiments a usage domestique

[CISPR 11, 4.2]

3.5
appareils de classe B

appareils prévus pour étre utilisés dans les locaux domestiques e
raccordes directement a un réseau de distribution d’électricité
batiments a usage domestique

}ments
ant des

[CISPR|11, 4.2]

3.6
lignes 3 grande distance
lignes s
sortant

I lignes

3.7
sites industriels
sites cg sépare de distribution électrique, alimenté
dans la € ou moyenne tension, destiné 3 fournir
I’énergi¢ a des installati ali ines/de fabrication ou similaires, avec |'une ou
plusieur

- com ges inductives ou capacitives;

— inte
- prél i ystriels,scientifiques et médicaux (ISM) (par exemple poste de
sou(

3.8
laboratpi
nt consacrée a I'analyse, I'essai et I’entretien. Il faut que le matériel

rentrant] soit utilisé par du personnel qualifié

3.9
environnement électromagnétique contrélé

environnement caractérisé d’ordinaire par la reconnaissance et le controle de dangers de
compatibilité électromagnétique par les utilisateurs du matériel ou par la conception de
I'installation

3.10

mise a la terre fonctionnelle

Mise a la terre en un ou plusieurs points dans un systéme ou une installation, ou dans un
matériel dans un but autre que la sécurité électrique.

[IEV 195-01-13, modifié]

NOTE L’accés EST utilisé pour une mise a la terre fonctionnelle est appelé accés fonctionnel a la terre.


https://iecnorm.com/api/?name=611c13eb76a6c86f7d1132c738b5f61a

- 28— 61326-1 © CEI:2005

4 Généralités

Les matériels et les systémes concernés par la présente norme peuvent étre soumis a divers
types de perturbations électromagnétiques conduites par les lignes d'alimentation, de mesure
ou de commande ou rayonnées par I'environnement. Les types et les niveaux des perturbations
dépendent des conditions spécifiques dans lesquelles les systémes, sous-systéemes ou matériels
sont installés et fonctionnent.

Les matériels d'essai tels que générateurs, analyseurs, fréquencemeétres doivent satisfaire
aux exigences dans des conditions définies par le fabricant (c'est-a-dire sans objet d'essai
associé ou connectant une terminaison de 50 Q a la sortie d'un générateur de signal).

Le fabricant doit donner des informations précisant que des émissio Z niveaux
exigés par la présente norme peuvent apparaitre lorsque le matéri€ i n objet
d'essai. §

Les maériels et les différents dispositifs d'un systéme ce norme
peuveni également étre une source de perturbations éled e large
gamme|de fréquences. Ces perturbations peuvent étre entation

et de signalisation ou rayonner directement, et elle ces des
autres matériels ou influencer I'environnement électrioma i

gonsiste a assurer [que les
perturb fonctionnement normal, ne
dépassént pas un niveau qui pourrait empéct stémes de fonctionner|comme
prévu. Les limites d'émission pour lgs si i i sont indiquées au tableau| 3. Les
limites d'émission pour les si i indigliées en 7.2.

En ce 1ui concerne les émissions,

Pour se| conformer a Iz élen plus
de ceux] mentionnés ic|.

NOTE 1 |Des niv i certaines
applications (par ex hisons de
sécurité) pu lorsqu'il estgré Eévere.
NOTE 2 3 on contre
les chocsl électrique cli électriques
surles m

NOTE 3 bte contre
les interf He ou de
laboratoin fielles ou
professio

NOTE 4 a|proximité
immédiat 'émission

électromggnétique en dessous des limites spécifiées.

NOTE 5 } tsH—e } } - séquence
d'essais est optionnelle.

5 Plan d'essai de CEM

5.1 Généralités

Avant d'effectuer les essais, un plan d'essai de CEM doit étre établi. Ce plan doit contenir au
minimum les éléments mentionnés de 5.2 4 5.5.

Il peut étre décidé, aprés considération des caractéristiques électriques et utilisation d’un
appareil particulier, que certains essais ne sont pas adaptés et par conséquent, inutiles. Dans
ce cas, la décision de ne pas réaliser un essai doit étre enregistrée dans le plan d’essai
de CEM.
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5.2 Configuration de I'EST lors des essais
5.2.1 Généralités

Les matériels de mesure, de commande et de laboratoire consistent souvent en systémes
dont la configuration n'est pas figée. Le type, le nombre et l'installation des différents sous-
ensembles a l'intérieur du matériau peuvent donc varier d'un systéme a l'autre. Il est raison-
nable, et méme recommandé, de ne pas essayer tous les arrangements possibles.

Afin de simuler de facon réaliste les conditions de CEM (en ce qui concerne les émissions et
I'immunité), les matériels doivent représenter une installation type telle que celle spécifiée par
le fabricant. Ces essais doivent étre effectués comme essais de type dans des conditions de
fonctio

5.2.2 Composition de 'EST

Tous lep dispositifs, baies, modules, cartes, etc. importants pou nant a

I'EST do¢ivent étre documentés.

5.2.3 Assemblage de 'EST

Si I'EST| a plusieurs configurations internes et exter es/pessib 3sai doivent
étre effpectués avec une ou plusieurs configurati [ rerese tatlves de Iutnllsanon
normald. Tous les types de modules dgi etre : n de ce
choix dgit étre explicitée dans le plan‘q'essai €

5.2.4 Acceés d’entré/sortie

Lorsqu’il y a plusieurs accg = ' & type, i ’ 4 =
acces gst suffisante a i it pegsikle/de démontrer que des cables

mentairgs ne vont pas|a

Sauf spécificati

déchardes élect i
accés elnflchables Q
I'utilisat

un seul
supplé-

25 plus spécifiques de la série CEIl 61326, les
étre appliquées aux terminaisons intefne des
(mais aux connecteurs accessibles pendant

5.2.5

Lorsqu’ c Rie "d’utiljser une variété de dispositifs avec I'EST, au moins un disppsitif de
chaque | typ SIS Hoisi pour simuler les conditions réelles de fonctionnement. Le
disposit rai

5.2.6 [Cdblage et mise a la terre

Les cables de mise a la terre doivent étre raccordés a I'EST conformément aux spécifications
du fabricant. Il ne doit y avoir aucun raccordement supplémentaire a la terre.

5.3 Conditions de fonctionnement de I'EST lors des essais
5.3.1 Modes de fonctionnement

Une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit étre effectuée, en considérant
que seules les fonctions les plus typiques du matériel électronique peuvent étre essayées.
Les modes de fonctionnement estimés comme étant les plus défavorables dans des
conditions d'utilisation normales doivent étre sélectionnés.
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5.3.2 Conditions d'environnement

Les essais doivent étre réalisés dans les plages d'environnement indiquées par le fabricant
(par exemple température ambiante, humidité, pression atmosphérique) et dans les plages
assignées pour la tension d'alimentation et la fréquence.

5.3.3 Logiciel de I'EST durant I'essai

Le logiciel utilisé pour simuler les différents modes de fonctionnement doit étre précisé. Ce
logiciel doit représenter le cas estimé comme étant le plus défavorable pour une application
normale.

5.4 Spécification des critéres d'aptitude a la fonction

Les crit Drécisés
et, lorsg i yives.
55 D

Chaque ion des
essais, nontages d'esgai sont
indiqués 'est pas négessaire
de repr essai; toutefois des
informa PeS & 9 pratigue des essais se [trouvent
dans |3 ai |deé CEM doit détailler toute
I'applica

NOTE T a e\spécifiés pour les essais dans la| présente
norme, m ¢

6 Pre

6.1 C

La con orictionnement utilisés lors des essais doivgnt étre
consigng le rapport d'essai.

Les esspi i 2 sur les acces pertinents conformément aux tableaux 1, 2 ou 3
en fonc{

Les ess i enés conformément aux normes fondamentales. Les essais|doivent
étre eff arpun. Si des méthodes supplémentaires sont nécessaires, elles|doivent
étre justifiéés et docUmentées.

6.2 Prescriptions pour les essais d'immunité

Les prescriptions d'essai relatives a I'immunité sont indiquées au tableau 1.
Les prescriptions particuliéres pour les sites industriels sont données dans le tableau 2.

Les prescriptions particulieres pour les laboratoires ou les zones d’essai et de mesure en
environnement électromagnétique contrélé sont données dans le tableau 3.
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Tableau 1 — Exigences minimales pour les essais d'immunité

Acces Phénomeénes Norme dec Valeurs d’essai ’Ctit_ere
base d’aptitude
Enveloppe Décharges électrostatiques CEI 61000-4-2 4 kV/4 kV contact/air B
(ESD)
CEI 61000-4-3 3 V/m (80 MHz a 1 GHz)
Champ électromagnétique 3V/m (1,4 GHz a 2 GHz) A
1V/m (2,0 GHz a 2,7 GHz)
. . . 0% pendant 72 cycle
Alimentation c.a. Creux de tension CEI 61000-4-11 0% pendant 1 cycle g
)
(incluant la 70 % pendant 2530~ cycles c
protection d la terre) | Interruptions bréves
e
CEl 61000-4-11 0/300\ cysfes c
Salve
CEI 61000-4-4 B
onde de choc
CEI 61000-4-5 < B
Perturbations RF conduites
80 MHz) A
Alimentatiof c.c.d) Salve \1\)<V(5/5 ns, 5 kHz) B
(incluant la Onde de choc 0,5 KVa)/1 kvb) B
protection g la terre)
Perturbations RF conduite 3V (150 kHz to 80 MHz) A
A
Entrée/Sortle Salve 0,5 kVd(5/50 ns, 5 kHz) B
signal/comrpande
(incluant leg lignes 1 kVb). ©) B
connectées|a un Onde de¢hoc
acceés fonctjonnel a CEI'61000-4-6 3 Vd) (150 kHz 480 MHz) A
la terre) /P'ét{nb tions RIS conduit
Entrée/Sort|le M \> CEI 61000-4-4 1 kV(5/50 ns, 5 kHz) B
signal/comrphande
connectés n CEIl 61000-4-5 0,5 kVa)/1 kvb) B
directemen{ a
P onduites CEI 61000-4-6 3V (150 kHz 480 MHz) A

I'alimentatign
secteur)

a)  Lige

b Lignepté

¢ Seulefnent da

4 Seulefnent(dans I

®  25/30

le cas\des lignes a grande distance (voir 3.6).

asAes lignes >3 m.

ycles” signifie "25 cycles pour I'essai a 50 Hz" et "30 cycles pour I'essai a 60 Hz".
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